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摘要(译)

描述了用于测量组织样品中的组织参数例如％StO2的系统和方法。一种
这样的方法包括在从光源注入组织区域的光的组织的选定区域上的独特
位置处接收第一和第二散射光强度信号，以识别测量的光衰减数据值。
可以访问电子数据存储器，其包括在两个或更多个组织参数的范围内的
离散点处从数学组织模型确定的模拟光衰减数据，其中模拟光衰减数据
是一个或多个温度依赖性光源的函数。光谱。可以通过选择测量的光衰
减数据和模拟的光衰减数据之间的最接近匹配来确定组织样本中的组织
参数。表示所确定的组织参数的电子信号可以被发送到输出寄存器。
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